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 В  наш  час  виступає  серйозна  проблема  по  підвищенні  надійності  та 
довго-тривалості  машинних  деталей  та  різноманітних  механічних  вузлів, 
механізмів  які  можливо  вирішити  різними  методами.  Наприклад, 
застосування  самих найновіших матеріалів.  Зокрема  з  надміцних, жорстких 
та  спеціальних  легких  сплавів,  використовуючи  найновіші  антикорозійні 
покриття  із  різноманітних  сталей  та  пластмас,  з  метою  розробки  та 
впровадження  прогресивних  технологій,  методів  та  ноу-хау  для  створення 







Рисунок 1. Наявність дефектів при виготовленні виробу. 
готових  деталей,  в  машинах  та  механізмах  в  процесі  їх  експлуатації  , 
закінчуючи  прогнозуванням  виявлення  дефектів  в  процесі  аналізу  та 
реєстрації  внутрішніх  напружень  в  матеріалах  та  різноманітних  виробів  з 
металу.  
 Для  контролю  товщини  використовують  луно-імпульсний  метод  при 
якому  отримуємо  декілька  імпульсів  відбитих  від  границі  розділу  двох 
середовищ з різною густиною імпульсів.  
  
Рисунок 2. Схема контролю товщини 





 Виміряний  інтервал  t1  і  t2  -  не  одинакові.  Це  пояснюється  тим,  що 
зондуючий  імпульс,  який  формується  в  генераторі  проходить  затримку  в 
блоці  генератора  на  величину  ∆t.  Другий  відбитий  імпульс  отримуємо  за 
рахунок коливань відбитих поверхонь. Тому час : 
             t1 = t2 + ∆t.           (1) 
Похибка  часу  між  цими  імпульсами  будуть  створювати  похибку 
контролю. В роботі представлено метод контролю товщини матеріалів: 





  Рисунок 3. Епюр імпульсів товщиноміра. 
1-зондуючий імпульс; Г, З- відбиті імпульси. 
 Отже,  виходячи  із  запропонованого  методу,  новизна  даної  роботи  по-
лягає в тому, що часовий інтервалу між імпульсами f1 і f2   доцільно  вибрати 
тому, що при контролі виробів з одною або двома помітно шорсткими повер-
хнями  імпульс  f2  виявляється  найменш  спотвореним,  так  як  зазнає  лиш 
однократне відбиття від внутрішньої поверхні. 
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